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Matériaux :

Description

Le LEEM PEEM fabriqué par ELMITEC sert a observer des surfaces solides (silicium etc.). Le di
microscope, de chambres vide, et d'un microscope a effet tunnel. Principe scientifique de fonction
Les électrons sont accélérés vers I'échantillon. Ensuite les électrons sont ralentis, ils interagissent
réfléchis, diffractés, et détectés par le détecteur. L'instrument apporte des informations sur la mo
crystalline des surfaces des matériaux, en particulier il permet d'observer des marches ato
d’acquisition d’'images est de I'ordre de I'hertz, la résolution latérale de 10 nm. Il en existe 2 en Franc

Utilisation
Le dispositif est utilisé pour la recherche au Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (C
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